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Spécificité des couches externes des verres
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Sites contraints — Anneaux de taille 2
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Greffage par attaque nucléophile
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Silanols de surface
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Représentation classique

V(z) 1 ! | ] I
| \ AB
0.6 -
Ty,
" polyerystalline W
e 00w o -
: N
E 0dje . ) .
E M « King, Crit. Rev Sol State Mat Sci
L 5 \ \ 7(1977) 167
A & — ¢
H S Azote sur -
e A >
2 il .‘jﬂnw tungsténe
E . : |
C s & ! 3300 K
AW P ]
. Y
e )™ T | h____ |
0 4 B
Nitrogen coverage {107 atoms/m?)
Tomanek et
Pﬁjsnr%eer:ang\] Densité des faces du tungsténe
(1985) 2488 (110) > (100) > (111)




Sites pertinents

E.A. Leed, C.G. Pantano, J. Non-Cryst. Solids 325 (2003) 48
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Surface active

X (ang.)
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Chimisorption vs physisorption
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Energies et faux de couverture
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Effet des elements alcalins
sur la densité de sites actifs
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Activités chimigue au contact de I'étain
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Profils de concentration
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Fig. 5. SNMS tin in-depth profiles of two float glasses: curve 1,
Fe,0; content 0.017 wi%. as-received, curve 1. Fe,0; content
1:80 wt%. as-received; curve 3. Fe,0; content 0.017 wi%., 1h at
650 °C; curve 4, Fe,0; content 1.80 wt%. 1 h at 650 °C.

G.H. Frischat, C. R. Chimie 5 (2002) 759-763



Expériences

Expériences sur la ligne"LUCIA" (Ligne Utilisée pour la Caractérisation
par Imagerie et Absorption — SOLEIL
Responsables de ligne :Anne-Marie Flank et Pierre Lagarde)
- micro-absorption X (UXAS) et micro-fluorescence (UXRF)
dans le domaine des rayons X dits "tendres” (0.8-8 kev)
- cartfographies élémentaires a I'échelle du spot de
photons (2x2microns?)

Collaboration Anne-Marie Flank et Pierre Lagarde
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Distance {micremeters)

Microscopie XAS et microsonde

% Quide (Fa,5)

Y,
= =

Min

Max T
£ _ : LY S L e R S ey |
g |
: g )

E § I Fé L o -
s B bul
; :
8 |I"-_Sﬂ
| Min M S T o —
S Fe 0 5 10 15 2 2 30

Distance (micromelers)

Anne-Marie, Flank, Pierre Lagarde, Hervé Montigaud, JJ, en préparation



Profil du soufre
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Absorption

Profil redox
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